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матеріалу. 
Для визначення розшарування або інших дефектів у конструкційних 

матеріалах за допомогою безконтактного методу, необхідно детально 
розглянути відбиття ультразвукових хвиль від граничних середовищ. 
Амплітуду ультразвукової хвилі, яка відбивається від матеріалу, в якому 
відсутні дефекти, можна показати як:  
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(1) 

де h  – товщина матеріалу; 
    1Z  – акустичний опір повітря; 
    2Z  – акустичний опір матеріалу; 
        – колова частота; 
      2c  – швидкість розповсюдження ультразвукової хвилі в матеріалі. 

Відбиття хвиль від матеріалу, в якому може бути дефект, що представляє 
собою тонкий шар повітря, можна описати за допомогою вхідного акустичного 
опору )(

.вхZ 4  для чотирьох середовищ [1-3]: 
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(2) 

де 1h  – товщина матеріалу до дефекту; 
    2h  – товщина дефекту в матеріалі; 
    3h  – товщина шару матеріалу, який знаходиться нижче дефекту; 
    3Z  – акустичний опір прошарку дефекту; 
    4Z  – акустичний опір шару матеріалу, який знаходиться нижче дефекту; 
     2K  – хвильове число для шару матеріалу до дефекту; 
     3K  – хвильове число для прошарку дефекту; 
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     4K  – хвильове число для шару матеріалу, який знаходиться нижче дефекту. 
Якщо зробити заміну та деякі математичні перетворення можна подати 

наступні коефіцієнти: 
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(3) 

а саму амплітуду ультразвукової хвилі, яка відбивається від матеріалу, в якому 
є дефекти, можна показати так: 
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(4) 

Висновки. Новий безконтактний метод виявлення дефектів в різних 
матеріалах дасть змогу проводити оперативний технологічний контроль  
безпосередньо в процесі виробництва, забезпечуючи якісні характеристики 
готової продукції. 
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